
 

 

 

 

 

 

 

 

 ｒａｎｄｏｍ試料がない場合のｄｅｆｏｃｕｓ補正 
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概要 

 ＸＲＤでは光学系補正を行うために、ｄｅｆｏｃｕｓ補正を行います。 

   ｄｅｆｏｃｕｓ補正は、無配向試料を測定し、測定データの逆数で補正を行います。 

   無配向試料の手持ちがない場合、以下の方法で行います。 

１）粒径の細かい（３μ程度）粉末試料を代用する 

２）ODFPoleFigure2の計算 defous補正を用いる 

以下に使用方法を説明します。 

 

粉末試料を用いる場合 

 粉末試料の購入 

  高純度化学研究所 

 極点試料台付属の粉末用試料容器に粉末を充填しアルコールで固める。 

 乾燥後、測定に使用する。 

 バルクと粉末ではパッキングファクタが異なるので、測定強度が異なるので、 

 ｒａｎｄｏｍ補正後の極密度はバルク材の極密度と異なります。 

 ＯＤＦ解析の再計算極点図を用いてください。 

ODFPOleFigure2の補正を用いる場合 

 粉末試料と同じ 

 

 

ｄｅｆｏｃｕｓ補正の状態を確認 

 ＯＤＦ解析後の再計算極点図と入力極点図のＲｐ％を ValueODFVFソフトウエアで確認する。 

 

  

 

 

 

 

 



ODFPoleFigure2 ソフトウエアによる計算 defocusの操作 

 

Calc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODF解析 

 

  

ValueODFVFで Rp%の確認 

  

 Rp%プロファイルが±1.5%以内、平均値が 3.6%の良い値です。 

 若し、defocus補正が悪いと極点図の外周付近が乱れます。 

 下がる場合、ｄｅｆｏｃｕｓ補正量が少ない、上がる場合、ｄｅｆｏｃｕｓ補正量の過多です。 

  



ODFPoleFigure2 による最小 Rp%のサーチ機能を使う。 

 

 

 

に改善された極点図 

 

 

 

 

 

 

 



改善されたＲｐ％データを用いたＯＤＦ解析 

 

ValueODFVFで Rp%の確認 

 

平均値が３．６％が３．５％に改善された。 

 

 



ODF図比較 

  

右図が ODFPoleFigure2による Rp%改善処理 

 

結晶方位密度比較 

 

ほとんど変わりません。 

計算によるｄｅｆｏｃｕｓ補正でも良い結果が得られます。 


